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Integrierter 3-Digit-Analog/Digital-Wandler nach 
dem Dual-Slope-Verfahren (2-Flanken-Integration) 
zum Aufbau von dreistelligen digitalen 
Anzeigegeräten 

Bauform 5 

Anschlußbelegung 
! 8CD-Dotenausgang Og 7 Masse 
2 BCD-Datenausgang O4 8 Nullpunktpotentiometer Np 1 
3 NSD-Digitausgang 9 Nullpunktpotentiometer Np 2 

(folgendes Digit) 10 IL-Eingang „low* 
4 MSD-Digitousgang 21 y-Eingang „high” 

(höchstwertiges Digit) 12 1C-Integrotionskondensator 
$ 1SO-Digitousgang 13 Endwertabgleich 

(jetztes Digit) 14 Betriebsspannung UcC 
%$ Hold-Geschwindis 15 BCD-Datenausgeng OC 

umscholtung 16 BCD-Dotenausgang Op 
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%) Die Fehlermessung erfolgt nach dem Abgleich des Nullpunktes und des 
Endwertes bei in angegebenen Einstellwerten 


